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GRS500

Funktionstest
• Prüft bauteilinterne Funktionen, korrekte 

Programmierung etcProgrammierung etc.
• Findet auch dynamische und thermische Fehler

• Erfordert Grundfunktionsfähigkeit
• Findet häufig keine fehlenden C´s
• Test unter Versorgung → Gefahr von Folgefehlern• Test unter Versorgung → Gefahr von Folgefehlern 
• Häufig komplexere Testaufbauten nötig

h hl i k i h hl h
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• Sucht Fehlerauswirkung, nicht Fehlerursache



GRS500

In-Circuit-Test
• Prüft Bauteile auf korrekte Werte, Polung, 

b ili F k i k k P ibauteilinterne Funktionen, korrekte Programmierung 
etc.

• Hoher Durchsatz
• Komplexe Programmierung p g g
• Erfordert digitale Prüfmuster für IC´s
• Aufwändige Kontaktierung (Nadelbett oder Flying• Aufwändige Kontaktierung (Nadelbett oder Flying 

Probe
Fü R t i t fl ib l
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• Für Reparatureinsatz zu unflexibel



GRS500

Boundary-Scan-Test
• Einfache Kontaktierung
• Prüft komplexe IC´s

• Komplexe Programmierung 
• Häufig keine ausreichende Fehlerabdeckung für• Häufig keine ausreichende Fehlerabdeckung für 

diskrete Bauteile
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GRS500

Visual Inspection
• Hoher Durchsatz
• Texterkennung, IC-Typen etc.

• Komplexe Programmierung 
• Eingeschränkte Erkennung falscher Bauteilwerte• Eingeschränkte Erkennung falscher Bauteilwerte
• Findet keine Kurzschlüsse unterhalb Bauteile bzw. in 

d L i lder Leiterplatte
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GRS500

Knotenimpedanzanalyse
• Findet typische Fertigungsfehler, defekte Bauteile

K i B t ilbibli th k f d li h• Keine Bauteilbibliothek erforderlich
• Technologieunabhängig
• Test im stromlosen Zustand
• Einfache Programmierung (Gutmuster)c e og e u g (Gu us e )
• Eingeschränkte Erkennung bauteilinterner Fehler 

Mißt keine Ba teil erte/Toleran en• Mißt keine Bauteilwerte/Toleranzen
• Keine dynamische/thermische Fehler
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• Interpretationsfähigkeit durch Bediener nötig
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Das Funktionsprinzip
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GRS500

Strom/Spannungsdarstellung
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GRS500

Signaturvergleich
• Kalibrierung des Meßaufbaus

100 M ß k l i• 100 Meßpunkte entlang einer 
Sinusperiode 

• Messung am Prüfling• Messung am Prüfling
• Vergleich der Signaturen

• Gewichtung
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GRS500

Die Testspannungen/Frequenzen

Bereich Spitzenspannung Spitzenstrom

J ti 1V 500 AJunction 1V 500µA

Logic 10V 5mA

Low 10V 150mA

Med 20V 1mAMed 20V 1mA

High 40V 1mA

90 Hz, 500 Hz, 2 kHz
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GRS500

Widerstandsmessung

2K Widerstand 
Logic Bereich 
Low Frequenz

270K Widerstand
High Bereich   
Low Frequenz 

10K Widerstand
High Bereich
Low Frequenz 
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GRS500

Test von Kondensatoren
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GRS500

Test von Kondensatoren
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Kapazitive Reaktanz
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GRS500

Kapazitätsmessung

22uF Kondensator 
Low Bereich       
Low Frequenz

82pF Kondensator 
High Bereich   
High Frequenz

10uF Kondensator 
Low Bereich      
Low Frequenz

47uF Kondensator
Low Bereich
Low Frequenz
Defekter 
Kondensator mit 

47uF Kondensator 
Low Bereich       

Low Frequenz   
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ohmschen AnteilGutes Bauteil



GRS500

Induktivitätsmessung

Ferrittransformator 
Primärseite         
Low Bereich      
High Frequenz

Ferrittransformator 
Primärseite         
Low Bereich      
High Frequenz High Frequenz 

Kurzgeschlossene 
Windung

High Frequenz
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GRS500

Test von Halbleitern

8.2V Zenerdiode 
Med Bereich

Kleinsignaldiode 
Logic Bereich     

NPN Transistor 
Basis-Emitter      Med Bereich       

Low FrequenzLow Frequenz Med Bereich       
Low Frequenz
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GRS500

Parallelschaltung von Bauteilen

Widerstand Diode
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Kondensator Parallelschaltung



GRS500

Test von IC´s

74HC02                   
Logic Bereich            

74LS00                  
Logic Bereich          

4017                         
Logic Bereich            

Low Frequenz    
Ausgang gegen Masse

Low Frequenz   
Ausgang gegen Masse

Low Frequenz    
Ausgang gegen Masse
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GRS500

Pseudofehler durch Herstellerunterschiede
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GRS500

Typische Fehlerbilder
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GRS500

Typische Fehlerbilder

21 Widerstand nicht gelötet



GRS500

Typische Fehlerbilder

22 Masseschluss auf Pin 4



GRS500

Typische Fehlerbilder

23 Defektes IC



GRS500

Typische Fehlerbilder

24 Kondensator nicht gelötet



GRS500

Typische Fehlerbilder

25 Mehrfache Fehler am IC



GRS500

Prüfvoraussetzungen

• Leiterplatte muß stromlos sein 

• Schaltungsnetz muß an einer Stelle zugänglich sein

• Sämtliche Versorgungsspannungen und Bezugsmassen 
kurzschließen

• Keine Guarding-Techniken erforderlich

• Keine dedizierten Testpads erforderlich
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• Evtl. Vorhandene Pufferbatterien abklemmen



GRS500

Echtzeitdarstellung
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GRS500

Der Speicherbetrieb
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GRS500

Kontaktiermethoden - Reparatur
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DIL- Prüfstempel SOIC- Prüfstempel



GRS500

Kontaktiermethoden - Reparatur

Pin 1 Markierung

Pin 1 zum leichteren
Anlegen sichtbar

Federnd gelagerte
Kontaktspitze
(vergoldet) Kammzähne

Kammkörper

Führungsbohrung

Pin 1 Markierung Kammkörper
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Führungsöffnung



GRS500

Nadelbettadapter
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GRS500

GRS500 Flying Probe System
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GRS500

GRS500 Spezifikationen

• 1 Testnadel, welche exakt 90° aufsetzt
• 40 µm Positioniergenauigkeit 16 µm Auflösung• 40 µm Positioniergenauigkeit, 16 µm Auflösung
• Max. 5 Messpunkte/Sekunde
• Boardgrösse max 33 x 63 cm• Boardgrösse max. 33 x 63 cm 
• Abtastfläche 30 x 45 cm
• 10 cm Z Achsenhub• 10 cm Z-Achsenhub
• Einfache Programmierung durch Joystick/Kamera oder 

CAD-DatenübernahmeCAD Datenübernahme
• Kontaktierung von Fine-Pitch IC´s bis 0.4mm
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GRS500GRS500 BedieneroberflächeGRS500 Bedieneroberfläche
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GRS500

CAD-Import

CAD ImportCAD Import
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GRS500

Abfrage von BauteilinformationenAbfrage von Bauteilinformationen
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GRS500

Markierung von NetzenMarkierung von Netzen
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GRS500

SchaltplanSchaltplan
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GRS500

Baugruppenabgleich auf Referenzmarken

ReferenzmarkenReferenzmarken
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GRS500

Manuelle Programmierung

Manuelle ProgrammierungManuelle Programmierung
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GRS500

Bildvergleich

BildvergleichBildvergleich
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GRS500

Verpolter Kondensator

Verpolter KondensatorVerpolter Kondensator
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GRS500

Fehlender Kondensator

Fehlender KondensatorFehlender Kondensator
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GRS500

Verpolter Kondensator

Verpolter KondensatorVerpolter Kondensator
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GRS500

GRS500 ActiveTest Option
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GRS500

GRS500 ActiveTest Option

GRS500Signaturanalyse

Controller

GPIBDAQ GPIBDAQ

O ill kOszilloskop

Signalgenerator

Stromversorgung
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GRS500

GRS500 Active Test OptionGRS500 GRS500

Software
Controller

Software

National GPIB
Instruments

LabView

GPIB

USB

National RS232National 

Instruments

TestStand

RS232

PCI
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TestStand PCI



GRS500

GRS500 External Instruments

NI TestStandNI TestStand
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GRS500

LabView
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GRS500

TestStand
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GRS500

TestStand
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GRS500

ActiveTest
• DC-Messung 

AC M• AC-Messung
• Kurvenformverlauf
• Toleranzlimits, Gut/Schlecht-Vergleich
• FFT SpektrumanalyseSpe u yse
• Signalgenerator

Digital I/O Ports r Ste er ng des Messobjekts• Digital I/O Ports zur Steuerung des Messobjekts
• Einbindung von weiteren Geräten via GPIB, RS232, 
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USB, PCI



GRS500

ActiveTest
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GRS500

DC Messung
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GRS500

FFT Analyse
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GRS500

Bedingte Sprungbefehle

Gut/Schlecht Vergleich
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Gu /Sc ec Ve g e c



GRS500

DokumentationDokumentation
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GRS500

ActiveVision
d lZusatzmodul zu ActiveTest

• Nutzt National Instruments „NI Vision“ 
BildverarbeitungspaketBildverarbeitungspaket 

• Integration der Vision-Tests in NI TestStand
• Bauteil-Präsenzerkennung
• Bildmustererkennungg
• Verpolungserkennung
• Texterkennung
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• Texterkennung



GRS500

Active Vision 
il kBauteil-Präsenzerkennung
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GRS500

Active Vision Mustererkennungc ve V s o us e e e u g
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GRS500

Active Vision Texterkennungc ve V s o e e e u g
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GRS500

Boundary Scan 
d l iZusatzmodul zu Active Test

• Einbindung von GÖPEL Boundary Scan Hard- und
Software

• Integration der Boundary Scan Tests in NI TestStand
• Überprüfung von Logikpegeln über GRS500Überprüfung von Logikpegeln über GRS500
• Kombination mit Active Vision
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GRS500

Boundary Scan Test

GRS500BxD GRS500 
Signaturanalyse Controller

RS232,

DAQ

RS232, 
USB, GPIB

DAQ

GÖPEL SCAN Booster
USB

Prog. Netzgerät
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GRS500

64



GRS500

Boundary Scan Test
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Die Erstellung von Boundary Scan Tests erfolgt in gewohnter Weise über GÖPEL CASCON GALAXY
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Boundary Scan Test Integration in 
GRS500
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GRS500

Boundary Scan Test
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Boundary Scan Test in Kombination mit Logikpegelmessungen über den GRS500



GRS500Anwendung im PrüffeldAnwendung im Prüffeld
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